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〔論文審査の要旨〕 
本論文では，非接触検査手法の研究において現在課題となっている検出能力改善のため，
従来の閾値による欠陥検出手法に対して，ニューラルネットワークを用いることにより，
高精度かつ高安定性の新たな手法を提案している．具体的には，非接触式電気検査におい
て，ノイズへの信号，閾値の候補点付近の残余誤差および特異的な波形の変化をフィード
フォワードニューラルネットワークの入力パラメータとして用いることにより，適切な閾
値の決定が可能となる手法を提案している． 
また，フィードフォワードニューラルネットワークの拡張として，リカレントニューラ
ルネットワークによる新たな欠陥検出手法の提案を行っている．リカレントニューラルネ
ットワークによる手法では，トポロジーおよび学習データを決定するために多目的進化型
アルゴリズムを応用することにより，従来手法と比較してより適切な閾値を決定すること
が可能としている． 
次に，欠陥配線内の断線欠陥位置特定手法に焦点をあて，位置検出効率化のために検査
経路を先行順序制約付き巡回セールスマン問題として定式化を行い，定式化された検査経
路最適化問題に対して，自己組織化マップと 2-opt アルゴリズムを組み合わせた解法を開
発することにより，最短検査経路が導出可能となることを示し，数値例への適用において，
提案方式の有効性を検証している． 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格があるも
のと認められる． 
備考：審査の要旨は，1,500字以内とする。 
